Gestern lief's doch noch

Muss ich heute wirklich schon wieder alles testen?
Forschungsergebnisse & eigene Erfahrungen mit Test-Impact-Analyse

Dr. Elmar Juergens CQSE




Uber Mich

Forschung

= Test-Gap-Analyse, Defect Prediction, ...
= PC Mitglied von MSR, ICPC, ICSE, ...

Beratung
= Griinder und Mitglied der Geschéftsleitung
= Qualitats-Bewertung & Qualitéts-Controlling

Gesellschaft fur Informatik
= Zum Junior-Fellow ernannt
= Erfahrungsaustausch Forschung <-> Praxis

CQSE






https:/ /www.technica-engineering.de/produkte/bts-body-electronic-test-system/
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... 1000+ Testfdlle
ohne Uberdeckung






Schritt 1: Selektion betroffener Testfalle



Schritt 1: Selektion betroffener Testfalle



Schritt 1: Selektion betroffener Testfalle



Schritt 2: Priorisierung selektierter Testfdlle
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Kontakt

Dr. Elmar Jirgens - juergens@cqgse.eu - +49 179 675 3863

CQSE GmbH
Lichtenbergstraf3e 8 ‘ QS E
85748 Garching bei Miinchen

www.cgse.eu




